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NORMA BRANŻOWA BN-72 
Urządzenia elektroniczne 3411-11 dla techniki jądrowej 

TECHNIKA 
Wieloparametryczne JĄDROWA 

• systemy pomIarowe 
Metody pomiarów parametrów 

podstawowych G rupa katalogowa 1 g.l PJ 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot normy. Przedmiotem normy są 
m etody pomiarów podstawowych parametrów 
wieloparametrycznych systemów pomiaru i prze­
twarzania danych. 

1.2. Zakres stosowania normy. Norma dotyczy 
metod pomiarów następujących parametrów: 

powierzchniowa niej ednorodność różniczko-

"va , 
początkowy punkt charakterystyki wyraża­

j ącej zależność między dwoma parametrami, 
- l'ozrzut charakterystyk, 

niestabilność charakterystyk, 
- rozrzut zliczeń, 
- rozrzut i niestabilność progów. 

Wykaz podstawowych parametrów, które po·­
winny być podawane w szczegółowych wymaga­
niach technicznych, podano w załączniku. 

1.a. Symbole stosowane w normie 

1.3.1. Parametry 

D obszar dynamiczny przy 
"l A 

pomIarze 
am pli tuda- am plituda, 

D T A - obszar dynamiczny przy pomiarze 
n 

przedział czasu (obszar nanosekundo-
wy) - amplituda, 

E AD rozrzut zliczeń przy pomiarze ampli­
tuda - numer detektora, 

F
A D 

F 
T nI n 

rozrzut charakterystyk przetwarzania 
przy pomiarze amplituda - numer 
detektora, 

rozrzut charakterystyk przetwarzania 

w funkcji We]SCla, przy pomiarze 
przedział czasu (obszar mikrosekun­
dowy ) - numer detektora, 

Kc!(AA) - powier zchniowa niejednorodność r ó­
żniczkowa przy pomiarze amplituda 
- amplituda, 

.K c!(T" .1'- powierzchniowa nie j ednorodność r ó­

żniczkowa przy pomiarze przedział 

czasu (obszar monosekundowy) - am­
plituda , 

położenie punktu początkowego cha­
rakterystyki wyraza]ące j wzaj emną 

zależność dwu parametrów, 

niestabilność charakterystyk przy po­
miarze amplituda - numer detektora, 

niestabilność cha rakterystyki prze­
twarzania przy pomiarze amplituda­
czas, 

niestabilność i rozrzut progów przy 
pomIarze numer detektora - czas 
(wieloprzelicznik) , 

ST 1 - niestabilność charakterystyki prze-
m r 

twarzania przy pomiarze czas (obszar 
mikrosekundowy) - amplituda. 

1.3.2. Indeksy 

AA - analiza amplituda - amplituda, 

AD - analiza amplituda - numer detektora, 

At - analiza amplituda - czas (pomiar wi-

d 

Dt 

TA 

TD 

dma amplitudowego powtarzany w 
czasie), 

powierzchniowy, 

analiza numer detektora - czas (wie­
loprzelicznik), 

analiza przedział czasu - amplituda , 

analiza przedział czasu - numer de­
tektora, 
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T A anuliza przedział czasu (obszar mikro- chni pomiarowej) określonej wymaganiami t ech-m 
sekundow y ) - amplituda , nicznymi. 

T m D - a nali za przedział czasu (obsza r mikro­
sekundowy) - numer det ektora, 

T n A - a naliza przedzi ał czasu (obsza r n ano­
sekundow y ) - am plituda . 

1.4. Określenia 

1.4.1. Wiel oparamet r y czny system pomlm'O­
w y - urządzenie umożliwi ające jedn oczesn y wie­
l okanałowy pomia r pr zynaj mniej dwu param e­
t rów (amplituda impulsu, przedział czasu , ką t 

itp.) or az pami ętanie i p r zetwar zanie da n ych cy ·­
I rowych. 

1.4.2. Ana lizator w ie loparametryczny - system 
wielopa l'amet r y czn y umożliwiający przeprowa­
dzen ie w żądanym czas ie pomiaru t ylko dwóch 
pa rametrów (np. amplituda - amplituda). 

1.4.3. Analiza amplituda - amplituda - je­
dnoczesn y pomia r, w dwu wymiarach, skorelowa­
nych rozkładów amplitudowych. 

1.4.4. Analiza amplituda - czas pomIar 
zmienności w czasie rozkładów amplitudowych 
(powtarzanie pomwrow rozkładów amplitudo­
w y ch co pewien określ ony czas). 

1.4.5. Analiza przedział czasu (obszar mikrose­
Imndo\vy) - amplituda - pomiar rozkładów cza­
sowych w obsza r ze mikrosekundowym i skorelo­
w an y ch z n imi rozkładów amplitudowych. 

1.4.6. Analiza przedział czasu (obszar nanose­
kundowy) - amplituda - pomiar rozkładów 

czasowych w obsza r ze na nosekundowym i skore­
lowanych z nimi rozkła dów amplitudowych. 

1.4.7. Analiza amplituda - numer detektora ­
pomiar niezależnych rozkładów amplitudowych 
pochodzących z różnych de tektorów, przy czym 
każdy rozkład w yznaczony jest oddzielnie . 

1.4.8. Analiza numer detektora - czas - po­
miar odpowiadaj ący pornia rowi wieloprzeliczniko.­
w emu przep'owadzoncmu z wieloma de tek torami. 

1.4. !). Analiza przedział czasu - numer detekto­
ra - pomia r niezależnych rozkładów czasowych 
pochod zących z różnych de tektorów, przy czym 
każdy rozkład w y znaczony jest oddzielnie . 

1.4.10. Powierzchniowa niejednorodność różni­

czkowa - względna zm iana zliczeń odpowiadają­
ca stosunkowi różnicy maksymalnych odchyleń 

od średniej wartości zliczeń, do tejże średniej 

wartości zliczeń odniesionej do obszaru (powierz-

1.4.11. Zakres dynamiczny - stosunek całko­

witej powierzchni do je j części, w które j po­
wierzchniowa niej ednorodność różniczkowa nie 
spełnia wymagań t echnicznych. 

1.4.12. Położenie punktu początkowego charak­
terystyki wyrażającej zależność między dwoma 
parametrami - wyrażona w kanałach współrzę­

dna maksymalnie oddalonego od początku osi 
współrzędnych punktu przecięcia jedne j z tych 
osi przez rzeczywistą charakterystykę wyrć1ż8 -

jącą zależność między param etrami. 

1.4.13. Rozrzut charakterystyk przy a n al izie 
przedział czasu (obsza r mikrosekundowy) - am ·· 

plituda - wyrażona w kanałach m aksymalna 
zmiana położenia widma rozkładu czasowego syg­
nałów wzorcowych, wywołana przez zmiany pun­
ktu początkowego charakterystyki i współczynni­
ka przetwarzania. 

1.4.14. Rozrzut charakterystyk przy analizie am­
plituda - numer detektora - wyrażona w ka­
nałach maksymalna zmiana położenia widma pro­
mieniowania jonizującego w zależności od nun"le­
ru detektora (wejścia), wynikająca z różnych 

współczynników przesyłania, jakie układ wyboru 
detektora (mieszacz) ma dla poszczególnych wejść, 

przy czym na każde wejście podawane są impul­
sy pochodzące z tego samego źródła promienio­
wama. 

1.4.15. Niestabilność charakterystyk - zacho­
dząca w czasie maksymalna względna zmiana p o­
łożenia widma amplitudowych sygnałów wzorco­
wych, powstająca wskutek niestabilności współ­

czynnika wzmocnienia i zmian położenia punktu 
początkowego charakterystyki przetwarzania . 

1.4.16. Rozrzut zliczeń - względna zmIana 
liczby impulsów rejestrowanych widm, przycho­
dzących z poszczególnych detektorów, jeśli n a 
wszystkie wejścia układu wyboru detektora (mie­
szacza) podawane są impulsy pochodzące z tego 
samego źródła promieniowania. 

1.4.17. Rozrzut i niestabilność progów 
względna zmiana liczby impulsów r ejestrowa­
nych widm z poszczególnych detektorów, gdy na 
każde wejście układu wyboru detektora podawa­
ne są impulsy ze źródeł o stałej w czasie i jedna­
kowej częstości. 

1.4.18. Rozrzut charalderystyk przy analizie 
przedział czasu (obszar mikroselmndow;y) - nu­
mer detektora - maksymalna względna zmiana 
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położenia widm wzorcowych przedziałów czasu, 
gdy n a każde wejście układu wyboru de tektora 
podawane są impulsy mające to samo widmo roz­
kład u czasowego. 

1.4.19. Pozostałe określenia - wg BN-72/3411-12 
i BN-72 /3411-13. 

1.5. Normy związane 

PN-71 /T-06500 Elektroniczne przyrządy pomia­
r owe. Ogólne wymagania i badania 

BN-72/3411 -12 Urządzenia elektroniczne dla tech­
niki jądrowej. Wielokanałowe analizatory am­
plitudy. Podstawowe typy i wymagania 

BN-72/3411-13 Urządzenia elektroniczne dla tech­
niki j ądrowej. Wielokanałowe analizatory czaSl:. 
Metod y pomiarów parametrów podstawowych 

2. METODY POlVI IAROW 

2.1. Ogólne warunki pomiarów. Jcśli w opisie 
pO:11iar6w nie podano inacze j , pomiary należy 

wykonywać w w arunkach otoczenia w g PN-7l / 
T-OS30 0. 

2.2. Analiza amplituda - amplituda 

2.2.1. Pomiar powierzchniowej niejednorodno­
ści różniczkowej. Pomiar należy przeprowadzić w 
następu j ący sposób: na jedno wejście systemu 
dwupa rametrycznego podaje się z generatora im­
pulsów liniowo rosnących impulsy, których am­
plituda rośnie szybko w czasie, na drugie w ej­
ście podaje się z podobnego generatora impulsy, 
których amplituda rośnie wolno w czasie. Wyjścia 

obydwu generatorów syn chronizowane są jedno­
cześnie impulsami pochodzącymi z detektora pro­
mieniowania. W połowie czasu naboru danych 
podłqczenia generatorów do systemu wielopara­
m etrycznego zostają zamienione miejscami. Na­
gromadzon a informacja wyprowadzana jest na 
drukarkę· Powierzchniową niej ednorodność różni­
czkową oblicza się z podanego niżej wzoru: 

K = + _ Nik(ma~- Nik~min)_ l l00n1) 
d ( AA) - 2 I 

w którym: 

"1 
l' ik(max) 

I 

maksymalna liczba zliczeń w mie­
rzonym obszarze, 

N minimalna liczba zliczeń w mlerZO-ik (rnin) -

N 

nym obszarze, 

średnia liczba zliczeń w lmerzonym 
obszarze. 

Przykładową powierzchniową charakterystykę 

zliczeń pokazano na rysunku. 

IV 

Nik (max) 
"'-.." 

}----"-------j---U 
/ 

/ 

/ 

x 

2.2.2. Pomiar punktu począt kowego charal;;t~ ­

rysty ld wyrażającej za leżność między dwoma P:l ­

rametra mi. P omiar nalciy wykonać w następu j::;­

ey sposób : Na obydwu wej ś c ia sys temu w ielopl" 
r ametrycznego poda.le· sjt~ tcn sam impuls genc-· 
r ato ra w zorcow ych im pd s6 w ampli tudowych . 
Amplitudę impulsu generatora i wzmocnienie k a­
żdego kunału amplitl.~ cl o \V c:go rHi l eży dobrać t :: k , 
aby zliczanie impulsów od Jywało się w k::m"lo 
o współrzędnych 64,61. Zmniej szaj ąc d ziesięcio ·· 

krotnie amplitudę impul su generatora uzyskuje 
się zliczanie impulsów w kanale o współrzędn rc h 
x l' y li' Pomiędzy otr;~yma nymi v: ten spo::ób 
punktami o współrzędnych X i ' Y 1,. oraz 64,64 
przeprowadza się linię prostą. Następnie ampli­
tudę impulsu gener atora i vn m ocnienie każdego 
kanału amplitudowego dobiera się tak , aby zli­
czanie impulsów odbywało się w k anal e o współ­

rzędnych 32,64. Zmnie j szi.l jąc dzies i ęciokrotn i e 

amplitudę impulsu generatora otrzymuje się zli ­
czanie impulsóvv w k an ale o współrzędnych x j, 

Y,,:. Przez współrzędne t e przeprowadza się drug~1 
prostą. Z kolei amplitudę impulsu genera tora i 
wzmocnienie każdego kanału amplitudowego do-o 
biera się tak, aby zliczanie impulsów odbyw:1 ło 

się w kanale współrzędnych 64 ,32. Powtarz,-, j ąc 

operac j ę dziesięciokrotnego zmniejszenia impulsu 
wyznacza się trzecią prostą. 

Wyznaczone proste przecinają osie współrzęd­
nych x, y na ogół w punktach różnych od punktu 
o współrzędnych 0,0. Maksymalna wartość współ­
rzędnej przecięcia osi x lub y przez jedną z pro­
stych, wyrażona w kanałach, określa punkt po ·· 
czątkowy charakterystyki. 

2.3. Analiza amplituda - czas (widmo wielo­
krotne) - pomiar niestabilności charakteryst.yld 
przetwarzania. Pomiar należy wykonać w nastę -
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pujący sposób : Na wej ście przetwornika ampli tu­
dy (sys temu wiclopa ramctrycznego) wprowadza 
się impulsy ze ź ródła 60CO zmieszane z wzorco­
wymi impulsami pochodzącymi z generatora 
wzorcowych impulsów amplitudowych, k tórych 
am plituda odpowiada (n- 4)-temu kanałowi w 
pierwszej połowie czasu pomiaru widm a oraz 
= 0,1 n-tem u kanałow i , w dru gie j połowie czasu 
pomiaru tegoż widm a. Powtarza j ąc pomiar w ie·­
lokrotnie otrzymuj e s ię rodzinę charakterystyk, 
z k tórych na podstawie danych cyfrowych określa 

się nies tabilność charakterystyki. 

2.4. Analiza przedział czasu (obszar m ikrose­
kundowy) - amplituda - pomiar rozrzutu cha­
raIderystyki prcetwarzania. Pomiar należy wyko­
nać w następujący sposób: Na przetwornik prze­
działu czasu poda je się , jako impulsy startowe, 
impulsy z genera tora wzorcowych impulsów prze­
działów czasowych; impulsami stopującymi S'1 
impulsy z de tektora promieniowania j onizującego, 

k tórych amplitudy są j ednocześnie analizowane. 
Ocenę niestabilności przeprowadza się z danych 
cyfrowych. 

2.5. Analiza przedział czasu (ohszar nanosekun­
dowy) - amplituda - pomiar powierzchniowej 
niejednorodności różniczkowej . P om iar należy 

wykonać w następujący sposób: Na wejście prze ­
twornika amplitudy podaw ane są impulsy z ge­
n eratora impulsów liniowo rosnących. Generator 
t en uruchamiany jest impulsem, który jest je­
dnocześnie sygnałem startu dla n anosekundow ego 
przetwornika przedziału czasu. Im pulsy stopo­
w e dla n anosekundowego przetwornika p rzedzia­
łu czasu przychodzą z detektor a promieniowania 
o niewielkiej częstości. Detektor t en, w przyjętym 
pr zedziale czasu , jest gener atorem impulsów sta­
tystycznych, z punktu widzenia rozkładów cza­
sowych. Nagromadzona w t en sposób informacj a 
wyprowadzana jest n a drukarkę . Powierzchniową 

niej ednorodność różniczkową w yznacza się w spo­
sób analogiczny jak w 2.2.1. 

2.6. Analiza am pli tuda - n umer detektora 
2.6.1. P omiar rozrzutu charakterystyk. Pomiar 

należy wykonać w następujący sposób: Impulsy 
z detektora źródła promieniowania (np. 60CO) mie­
sza s ię z im pulsami pochodzącymi z gener a tora 
wzorcowych impulsów amplitudowych. Amplitu­
da impulsów wzorcowych odpowiada (n- 4)-temu 
kana łowi w pierwsze j połowie czasu pomiaru i 
kanałowi o wartości około 0,1 n w drugie j p o­
łowie czasu pomiaru. Zmieszane impulsy poda je 
si ę n a wejście pierwsze liniowego układu wybor u 
detektora (mieszacza) i gromadzi s ię w pierwsze j 
sekcji pamięci , w czasie wyznaczonym przez wy­
braną liczbę zliczeń. Następnie zmieszane impul­
sy ze źródła i generatora podaje się kolejno na 
drugie, trzecie, ... k-te wejście. Gromadzenie da-

nych przeprowadza się odpowiednio w drugie j, 
t r zecie j, ... k-te j sek cji pamięci , w w ar unkar.:l1 
podanych poprzednio. Rozrzut charakterystyk 
ocenw S lę z da nych cyfrowych. 

2.6.2. Pomiar niestabilności charak terystyk. Po­
miar należy wykonać w następujący sposób : Im·­
pulsy z detek tora źródła promieniowania (np. 60CO) 
miesza się z impulsami pochodzącymi z genera­
tora wzor cowych impulsów am plitudovvycb, któ­
rych amplituda odpowiada (n- 4)-temu kcmałowi. 
Zmieszane impulsy poda je się kole jno na pler\V­
sze, drugie, trzecie, .. , k -te wejście l iniowego 
układu wyboru detektora i grom adzi si ę odpo­
wiednio w pierwsze j, drugie j, ... k-te j sek c.ii pa ­
mięci. 

P omiar przeprow adza się wielokrotnie, zgod nie 
z wymaganiami t echnicznymi. 
Niestabilność charakterystyk w yznacza Slę z 

danych cyfrowych. 

2.6.3. Rozrzut zliczeń. Do pomiaru należy użyć 

źródło 60CO i tyle detektorów, ile jest wejść w 
liniowym układzie wyboru detek tora. Czas po­
miaru dzielony jest również n a tyle równy ch 
przedziałów, ile jest wejść . P o ukończen iu po­
miaru w pierwszym przedziale czasu polożenie 

detektor ów względem wejść zos taj e zmienione w 
następuj ący sposób: detektor znajdujący się n a 
pierwszym wejściu podłączony zosta je do wejścia 

drugiego, detektor drugi do wej ścia trzeciego itd . 
Po ukończeniu pomiaru w drugim przedziale cza­
su znowu przełącza się detektory. Pomiar zosta je 
zakończony całkowicie wówczas, gdy każdy de­
tektor połączony był z każdym wejściem w j e­
dnakowym czasie , w wyniku czego każda sekcja 
pami ęci powinna zawierać takie sam e w idmo. 
Czas pomiaru wyznacza się tak, aby błędy sta­
tystyczn e były do pominięcia. 

Do oceny rozrzutu zliczeń bierze się pod uwagę 
komptonowską część obszaru wid ma 60CO zare je­
s trowaną na każdym wejściu (zapisaną w każdej 

sekcji pa mięci). 

Rozrzut zliczeń oblicza się ze w zoru 

N -- N max m in 
- -+ ·100% 

2N 
w którym: 

N - m aksymalna liczba zliczeń, m ax 

N 

minimalna liczba zliczeń, 

średnia liczba zliczeń. 

2.7. Analiza numer detektora - czas - pomiar 
rozrzutu i niestabilności progów. Na każde w ej­
ście należy podać sygnały ze źródła o jednakowej 
i stałej w czasie częstości. Następnie pomiar prze­
prowadza się analogicznie jak w 2.6.3 bez prze­
łączania detektorów. 



BN-72/3411-11 5 

Do oceny rozrzutu i niestabilności progów wy­
biera się największy rozrzut widm w funkcji 
numeru detektora (wej ścia) przy czasie jako pa­
r am etrze i największy rozrzut widm w funkcji 
czasu przy numerze detektora jako parametrze. 

Obliczenia przeprowadza się ze wzorów: 

a) funkcją numer detektora, par am etrem czas 

Nm a x - N lnin 
S D (t) + - -- ~-~~- 100% -

2N 

b) funkcją czas, parametrem numer detektora 

N - N. 
S(D) t + max mln 100% -

2N 

Rozrzut i niestabilność progów wyznacza WIę­
ksza z otrzymanych wartości S Dt • 

2.8. AnHliza przedział czasu (obszar milu ose­
kundowy) - nu mer detektora - pomiar rozrzut u 
charalderystyk. P omiar na leży wykonać w na­
stępujący sposób: Impulsy pochodzące z detekto ­
ra promieniowania j oni7. ującego (60CO) m iesza s ię 

z impulsami stopowymi wytwarzanymi przez ge­
n er ator wzorcowych przedzia łów czasu . Zmiesza­
n e w ten sposób impulsy poda je się na pienvsze 
wejście układu wyboru detek tora (m ieszacza) i 
zapisuje się w pierwsze j sekc ji pamięci , przy 
czym nabór informacji ogran iczony jest przez 
ustawioną poprzednio maksymalną liczbę z1icz61. 
Następnie impulsy podaw ane są kole jno na dru­
gie , ... k-te wejśc ie układu wyboru detekto ra. 

Rozrzut charakterystyk wyznacza się z danych 
cyfrowych. 

KO N IEC 

Informacje dodatkowe 

Z a b1cznil, 
cl o BN~72/3 nl~ J1 

WYRAZ PODSTAWOWYCH PARAMETRÓW, RTÓRE NALEZY PODAWAĆ W WYMAGANIACH 
TECHNICZNYCH NA POSZCZEGÓLNE BLOJU SYSTEMÓW WIELOPARAMETRYCZNYCH 

Pamięć operacyjna 

czas cyklu pamięci ...... . . 

czas dostępu 

pojemność pamIęCi 

~I S 

..... ... ..... ~t S 

m aksymalna informacja w zdar zeniu 

...... bitów/zdarzenie 

czas poszukiwania -+ czas pamiętania 

~ls!zdarzenie 

liczba słów słów liczba słów r e jestru asosj acyjnego 

długość słowa bitów 

Blok sterowania 

program: stały, pamiętany , częściowo zm Ienny 

słów 

długość oper ac ji selekcji według pierwszego ce­

chownika 

Operacje arytmetyczne 

liczba rozkazów (w przy padku programu stałego d odawanie, odejmowanie, mnozem e, dzi cleni~ , 

lub pamiętnego) okres impulsów taktujących , transformacja liniowa, oper acj a z biegnącą sumą, 

sterujących operacjami programu 

Analiza z porządkowaniem 

maksymalny czas oczekiwania - czas pamięta-

nia .. .. ..... .. ... .... ... ... .... .... ... ................ ...... .. .. .. .. .......... .. ItS 

Pamiętanie zdarzeń 

Rejestracja wyników pomiarów w pamięci we­

dług kolejności zachodzących zdarzeń: 

wyznaczanie k or elacji, obróbka 

norm alizacj a-ode jmowanie .... 

szybkość zliczania szeregowego 

czas dodawania równoległego ... 

czas mnożenia (dzielenia) ... . ...... . 

Bloki wyprowadzania informacji 

Bloki dodatkowe: 

widm metodą 

us • 

m agnetofon cyfrowy, pamięć dyskowa .. ... ... .. .. .... . 
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liczba ścieżek .. 

t " . 
gęs_osc za plSu . sygn/mm 

szybkość odczytu ... ...... ... ........... ..... ...... .. .. .... . S 

Blo!;: zobrazowania : 

.i ed noparam etryczny, aksonometryczn y (zobrazo-

Cyfrowe przetworniki napIęCia 

informacja wyjściowa szeregowa (równole-
gła) , 

liczba poziomów kwantowania , 

odstęp pomiędzy dwoma poziomami kwan­
towania (szerokość kanału), 

nieliniowość całkowa, 

punk t początkowy cll a rakterystyki całko-

v" anie płaskie i izometryczne), w y bór przekro.i ów , wej, 

ste~:owanie dan ymi przy pomocy pióra świetlnego nieliniowość różniczkowa, 
zakres dynamiczny, 

rozm Iary obrazu na ekranie lampy .... 

cm X cm 

Elektryczna m aszyn a pIsząca (typ) 

P el' Im'a tor taśmy 

P erfora to r kart ....... .. .... . 

(ty p) 

(typ ) 

Blok odczyt u z taśm dziurkowanych . 

(typ) . 

Blok oc1czvtu z kart dziu rko von ' ch • • 

(typ) 

B lc,I\: drukow ania cyfr 

.. cyfra/s 

Systemy przesyłania danych 

Poł ączenie z maszyną cyfrowzr 

(typ) 

prz csyło. ni e danych przez linię te lefoni czną , przez 

kl'ó', k i kabel 

szy bkość przesyłania bitów!s 

m C'toda korelac ji błędów 

Z<li1lJ811a kodów przed i po wysłaniu na linię 

. ... (np. zamlana kodu binarne-

go z równoległego na szeregowy) 

od ległość przesyłania danych .... ............ km 

Bloki wejściowe (do grupy te j m e zalicza Sl(~ 

det ekto rów , przedwzmacniaczy, układów koincy­

dencyjnych, wzmacniaczy itp.) 

il ość przetworników analogowo cy frow ych uży­

w cmych jednocześnie w systemie pomiarowym 

... (na leży podać da-

ne techniczne przetworników wchodzących w 

skbd systemu) 

m ak symalny czas zamiany, 

maksymalne obciążenie , 

- przeciążenie amplitudowo-częstotliwościowe , 

- długo czasowa niestabilność szerokości ka-
nału i punktu początkowego charakterystyki cał­
kowej, 

- błędy powstające od zmian napięcia SIeCI 
temperat ury1 ) . 

Cyfrowy przetw ornik przedziału czasu 
- infor macja wyjściowa szeregowa (równo­

leg ła) , 

- liczba poziomów kwantowania , 
- - od stęp pomi ędzy dwoma poziomami kwanto-

wania ( szerokość kanału ) , 

maksymalny czas zamiany, 
- nieliniowość różniczkowa, 

- maksym alne obciążenie, 
- błędy od zmian napięcia sieci i t em per a-

t ury1). 

Liniowy układ wyboru detektora (mieszacz) 
l układ zamiany numer detektora - kod 

liczba wej ść, 

nieliniowość różniczkowa przesyłania , 

zakres dynamiczny, 
- informacja n a wyj ściu szeregowa (równo­

legła), 

- posiada (nie posiada) układ zabezpieczenia 
przed przypadkową koincydencje impulsów na 
dwu lub w ielu nieza leżnych wejściach . 

Pamięć przejściowa (buforowa) 

- rodzaj pamięci (w zależności od użytych w 
nie j elem entów: np. na rdzeniach ferrytowych, 
diodach tunelowych itp. 

maksymalna liczba słów ..... słów 

szybkość zapisu 

długość słowa 

I1s/słowo 

bitów 

Złożone charakterystyld systemu 

Analiza amplituda - amplituda 
powierzchniowa niejednorodność różniczko-

wa, 

1) Dotyczy nieliniowości różnlczkowej, szerokości ka­
na ł u, punktu początkowego charak terystyki całkowej. 
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- zakres dynamiczny, powierzchniowa niej ednorodność różniczko-

- położenie punktu początkowego charaktery- wa 
styki wyrażającej zależność między dwoma pa- zakres dynamiczny 
rametrami. 

Analiza amplituda - czas 
-- rozrzut ch arakterystyk 

A naliza przedział czasu (obszar mikrosekundo­
wy) amplituda 

- rozrzut charakter ystyk 

Anal iza przedział czasu (obszar nanosekundo­
wy) - amplituda 

Analiza amplituda - n umer detektora 
rozrzut charakterystyk 
niestabilność charakterystyk 
rozrzu t zliczeń 

Ana liza numer detektor a - czas 
- rozrzut i niestabilność progów 

Analiza przedział czasu - numer detektora 
- rozrzut charakter ystyk 

INFORMAC.JE DODATKOWE do BN-72/3-H I-Jl 

1. Zalecenia międzynarodowe. Norma j es t m erytorycz­

ni e zgodna z zal eceniami RWPG lG.:t5 -69 {I~H o ror1 epHbl e 

CI1CTeMbl AJl5! 113MepeHI15! 11 o6pa6oTI< 11 AaHl-IblX. O CHOBl-Ible 

Symbol parametru Wnrtość pnrnmctru I 

K d(AA) +3% 

D
AA 

10 

TIl
O 

+ 1 kanał 
I 

S Ilt + 1 kanał 
I 

ST A + ' kanał _i 

m 

K d(T n A) 
± 5% 

napaMeTpbl 11 MeTOAbl I1X H3Mepel-ll151. 

2. Przyldatlowe wartości parametrów systemów w ielo­
parametrycznych p odano w tablicy. 

Syn1.bol parametru Wartość parametru 

D T n ,\ 20 

F
A D 

+ 1 kana ł 

SAD +2% 

E
AD 

± 3% 

SV t ± 3% 

F 
T1'n D 

1% 


